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	摘要: 
	本文成功示範資料倉儲技術的應用，以完成在 田口(Taguchi)實驗設計中需要的各種功能。田口實驗設計的案例資料來源，是根據已發行的學術論文中關於半導體製造程序的數據模擬而來，並依預先設計完成的資料方體結構將資訊作倉儲，線上分析處理(OLAP)能夠完成下列功能：(a)備份重要的實驗參數，如直交表、S/N比與設計參數的組合，(b)以少數的可變因素預測完整的設計品質(c)評估不能作量測的設計參數。田口資料倉儲系統的提出是為了實現資料探勘與知識挖掘的功能。並將晶圓特徵缺陷儲存在資料倉儲中。


